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前　　言

　　本标准参照ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ４６８ＣＯＲＥ：２００４《通信设备用光电子器件可靠性一般要求》，在光电子器

件评定的抽样方案、光电特性参数测试、物理特性测试、机械完整性测试和加速老化等技术方面保持一

致，在其他方面和文本结构上不同。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准起草单位：武汉邮电科学研究院。

本标准起草人：赵先明、刘坚、罗飚、郑林。
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通信设备用的光电子器件的

可靠性通用要求

１　范围

本标准规定了通信设备用光电子器件的术语、定义、可靠性评定的一般要求、试验程序和光电子器

件的评定方法。

本标准适用于通信设备用光电子器件，包括激光二极管、发光二极管、光电二极管、雪崩光电二极管

及其它们的组件。其他类似器件可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ８８９８—２００１　音频、视频及类似电子设备安全要求

ＢｅｌｌｃｏｒｅＴＲＮＷＴ０００８７０　通信设备生产中静电放电的控制

ＭＩＬＳＴＤ２０２Ｇ　电子器件试验方法

ＭＩＬＳＴＤ８８３Ｆ　微电子器件试验方法

ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ６３ＣＯＲＥ　网络设备构建系统要求：物理保护

ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ７８ＣＯＲＥ　通信产品和设备的物理设计和制造的一般要求

ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ３２６ＣＯＲＥ　单模光纤连接器和光纤跳线的一般要求

３　缩略语、术语和定义

下列缩略语、术语和定义适用于本标准。

３．１　缩略语

　　ＡＣＣ　　　ＡｕｔｏｍａｔｉｃＣｕｒｒｅｎｔＣｏｎｔｒｏｌ　　　　　自动电流控制

ＡＰＤ ＡｖａｌａｎｃｈｅＰｈｏｔｏｄｉｏｄｅ 雪崩光电二极管

ＡＰＣ ＡｕｔｏｍａｔｉｃＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌ 自动功率控制

Ｃ Ａｌｌｏｗｅｄｆａｉｌｕｒｅｓ 样品中允许失效数

ＣＯ ＣｅｎｔｒａｌＯｆｆｉｃｅ 中心局环境

Ｅａ ＡｃｔｉｖａｔｉｏｎＥｎｅｒｇｙ 激活能

ＥＳＤ ＥｌｅｃｔｒｏＳｔａｔｉｃＤｉｓｃｈａｒｇｅ 静电放电

ＦＩＴ ＦａｉｌｕｒｅＩｎＴｉｍｅ 每十亿器件·小时的失效数

ＨＢＭ ＨｕｍａｎＢｏｄｙＭｏｄｅｌ 人体模型

ＬＴＰＤ ＬｏｔＴｏｌｅｒａｎｃｅＰｅｒｃｅｎｔＤｅｆｅｃｔｉｖｅ 批允许不合格品百分数

Ｏ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ 目标

Ｒ Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ 要求

ＳＳ ＳａｍｐｌｅＳｉｚｅ 特定的ＬＴＰＤ样品数

ＴＯ ＴｒａｎｓｉｓｔｏｒＯｕｔｌｉｎｅ 晶体管外形

ＵＮＣ Ｕｎｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ 非受控环境
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